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o Universitemiz arastirmacilarinin
bilimsel calismalarini verimli bir
ortamda uygun sartlar altinda
yapmalarin saglayarak kaliteli
yayin/urun sayisin1 artirmayi,

« Bilimsel ve teknolojik gelismelere
katki saglamak icin gerekli ileri
diizey arastirmalara imkan saglayan
surdurulebilir ve gelistirilebilen
altyapilar kurarak universitelerin,
kamu ve ozel sektorun hizmetine
sunmayi,

« Cesitli sanayi ve ozel kuruluslara
ozellikle kalkinma planlarinin
ongordiigii alanlarda
Universite-Sanayi isbirligi
cercevesinde hizmet vererek
bolgesel ve ulkesel bazda
ekonomik kalkinmaya katkida
bulunmayi, kendine hedef
edinmistir.
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SEM calisma prensibi

Taramali  Elektron Mikroskopisi 'nde, elektron
kaynagindan cikarilan elektronlar vakum altindaki bir
kolonda toplayici mercekler araciligiyla numuneye
odaklanir. Numune ylizeyindeki atomlarla elektron
demetinin etkilesmesi sonucunda ortaya cikan
parcaciklar ve x-1sinlar1 detektorlerle tespit edilerek,
incelenen Ornegin topografyasi ve kimyasal bilesimi
hakkinda bilgi elde edilir.

Yiizey atomlarindan sacilan ikincil elektronlar ornek
yiizeyi hakkinda bilgi saglarken, geri sacilan
elektronlar farkli kimyasal bilesenlere sahip bolgeler
arasindaki kontrast farki sayesinde ornek yiizeyindeki
element farkliliklarin1 belirlemek icin kullamlir. Geri
sacilan elektronlar ayrica elektron geri sacilim
difraksiyonu (EBSD) goriintlisii olusturarak, ornegin
kristalografik yapisin1 belirlemeye yardimci olurlar.
Ornekle elektron demetinin etkilesimi sonucunda
ortaya cikan x-1sinlan ise EDS dedektoru tarafindan
toplanarak, Enerji Dagilimli X-151nlan
Spektroskopisi'nde kullanilir.

Cihaz Ozellikleri

Hitachi High-Tech'in SU8700 modeli, en yeni FE-SEM
sistemlerinden biri olup gelismis otomasyon ve veri
toplama yeteneklerine sahiptir.  Schottky-emitter
elektron tabancasi sayesinde yiiksek parlaklik ve yuksek
akim kararliigi saglayarak ultra diisiik hizlandirma
voltajlarinda gozlemler yapilmasini saglar. Béylece, daha
net ve yuksek cozunurlukli goruntuler elde
edilebilirken, numunenin bilesimini ve element
dagiiminm daha hassas bir sekilde belirlenmesini
mumkin kilar. Aynica tum dedektorlerin ayn1 calisma

mesafesinde sinyal toplamasina olanak tanir (6 mm).
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Yiizey mikro-yapisal bilgileri (UD), yiizey kaplamasi (MD) ve genel topografik bilgiler
(LD) icin es zamanli goruintii edinimi. Yapilan Analizler

SEM ile Yapilan Analizler ve
Uygulama Alanlan

v Yiizey morfolojisi incelemesi: Ornegin yiizeydeki
topografi, tane boyutu ve sekli gibi ozelliklerin
incelenmesi.

v Elementel analiz: Ornekte bulunan elementlerin
tespit edilmesi ve miktarlarinin belirlenmesi.

v Bilesen analizi: Ornekteki bilesenlerin kimyasal
bilesimlerinin belirlenmesi.

v Kristalografik yap1 analizi: Ornegin kristalografik
yapisinin  incelenmesi  ve  kristal  yonlerinin
belirlenmesi.

v Partikiil analizi: Ornekte bulunan partikiillerin
boyutu, sekli ve kimyasal bilesimi hakkinda bilgi
edinilmesi.

v Yiizey kaplama  analizi: Ornegin yuzey
kaplamalarinin kalinig1 ve bilesimi hakkinda bilgi
edinilmesi.

Bu analizler, malzeme bilimi, nanoteknoloji, jeoloji,

fizik, biyoloji, kimya ve diger bircok alanda

kullanilmaktadir ve malzemelerin karakterizasyonu,
kalite kontroli ve arastirma gelistirme calismalarinda
onemli bir rol oynamaktadir.

Teknik Ozellikler

Coziiniirliik: 0,6 nm (10kV) - 0,8 nm (1 kV)
Biiyilitme: 20x - 2.000.000x

Voltaj: 0.1 - 30 kV

Detektorler: Ust Detektor(UD): Yiizey bilgisi

Orta Dedektor(MD): Kompozisyon bilgisi
Alt Detektor(LD): Topografi, yiizey puruzliligi bilgisi

Yaniletken Tipi Geri Sacilan Elektron Detektori(PD-
BSE): Atomik kompozisyon ve ylizey ozellikleri
hakkinda ayrintili bilgi

Ultra Degisken Basinc Detektorii (UVD): Diisiik vakunda
(LD), yiiksek vakumda (CL) 6zelliginde calisma

STEM Dedektorii: biyolojik numunelerin, ince
filmlerin ya da polimerik malzemelerin icyapilan
hakkinda bilgi

Enerji Dagitici X-1sim Spektrometresi (EDS) Detektori:
Oxford Ultim-Max 100 model, 100 mm? detektor
alanina sahip EDS detektoru ile numunenin elemental
kompozisyonu ve dagiliminin belirlenmesi

Vakum: 5~300Pa
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